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CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de-horm
bosée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la~CEl).
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation g
bines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des
hationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
pssé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales
ernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étr
I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions\fixées par accord ¢
organisations.

Hécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions technigues représentent, dans I3
pssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné\qle les Comités nationaux in
représentés dans chaque comité d’études.

documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sonf]
ne normes, spécifications techniques, rapports techniquesyou guides et agréés comme tels
tés nationaux.

le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appl
h transparente, dans toute la mesure possible, les‘Normes internationales de la CEIl dans leurs
nales et régionales. Toute divergence entre la morme de la CEIl et la norme nationale ou r|
spondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

El n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa respo
pas engagée quand un matériel est déclafé,conforme a I'une de ses normes.

bntion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuv
bt de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas avoir identifié dé.tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

me internationale CEl 60512-2-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte
d'études 48 de la GEl: Composants électromécaniques et structures mécaniqus
ments électroniqués:

horme annule ‘et remplace l'essai 2c de la CEl 60512-2, parue en 1985, do
e une révision technique.

Le texfe de ceite norme est issu des documents suivants:
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Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

a l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

* rec

onduite;

s supprimeée;
* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizationco
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC/,is to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards’)Their prepa
sted to technical committees; any IEC National Committee interested in thessubject dealt W
Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizationg
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte
nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betw
rganizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as posg
hational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repreg
all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the
mittees in that sense.

der to promote international unification, IEC NatiopalyCommittees undertake to apply IEC Inte
dards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
gence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bg
ated in the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
pbment declared to be in conformity with ofie-of its standards.

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be thg
tent rights. The IEC shall not be held*responsible for identifying any or all such patent rights.

technical committee 48 Electromechanical components and mechanical structu
nic equipment.
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FDIS Report on voting

48B/1131/FDIS 48B/1182/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* rec

onfirmed;

* withdrawn;

e rep

laced by a revised edition, or

 amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 2-3: Essais de continuité électrique et de résistance de contact —
Essai 2c: Variation de la résistance de contact

1 Généralités

1.1 omaine d'application et objet

La prégente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particulieére le prescrit,
pour ¢ssayer des composants électromécaniques du domaine d'application du |comité
d'étudg¢s 48 de la CEIl. Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs simfilaires,
lorsqu'une spécification particuliére le prescrit.

L'objet|] de cet essai est de définir une méthode d'essai normalisée pour déterm|ner la
variation de la résistance de contact des composants électromécaniques, dans des conditions
dynamjques prescrites. Il convient que cet essai ne soit effectué que sur des composants
dont Ig résistance de contact est mesurée par I'essai 2a.

1.2 éférences normatives

Les ddcuments normatifs suivants contiennent des“dispositions qui, par suite de la réfgrence
qui y gst faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl p0512.
Pour lgs références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publi¢ations
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties\ prenantes aux accords fondés sur la pnésente
partie [de la CEI 60512 sont invitées a-rechercher la possibilité d'appliquer les éditigns les
plus rgcentes des documents normatifs-indiqués ci-aprés. Pour les références non datges, la
derniéfe édition du document normatif’en référence s’applique. Les membres de la CHI et de
I''SO plossédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 6P512-2-1: Connecteurs pour équipements électroniques — Essais et meslres —
Partie |2-1: Essais de contihuité électrique et de résistance de contact — Essai 2a: Résl|stance
de conjtact — Méthode _du niveau des millivolts

2 Préparations
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Cet appareil doit étre adapté au niveau de I'exigence en bande passante en fréquence et en
sensibilité selon les prescriptions de la spécification particuliére, tel qu’un oscilloscope ou un
enregistreur pour des phénoménes transitoires de faible a haute rapidité.

NOTE Une bande passante en fréquence, du courant continu a 20 kHz, et une sensibilité de 50 pV pour une
variation de résistance de contact de 1 mQ conviennent dans la plupart des cas.
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 2-3: Electrical continuity and contact resistance tests —
Test 2c: Contact resistance variation

1 General

1.1

This pgart of IEC 60512, when required by the detail specification, is used~for
electrogmechanical components within the scope of IEC technical committee 48. (This te]
also bg used for similar devices when specified in a detail specification.

The object of this test is to define a standard test method to determine the wariation of
resistance of electromechanical components under specified dynamic) conditions. TH

testing
st may

tontact
is test

should| be carried out only on components the contact resistance(of’'which is measured by

test 24.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisionsiwhich, through reference in th
constitute provisions of this part of IEC 60512¢( For dated references, subs
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, pa
agreements based on this part of IEC 60512 are ‘encouraged to investigate the possil

s text,
equent
ties to
ility of

applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated

referernces, the latest edition of the normative*document referred to applies. Members
and ISP maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60H12-2-1: Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 2-1:

trical dontinuity and contact resistance tests — Test 2a: Contact resistance — Millivo
methodl

2 Preparations

21 Resources«{equipment)

The vgriation.of contact resistance shall be determined by means of an apparatus dis
the voltage~drop measured between points specified in the detail specification.

of IEC

Elec-
t level

blaying

This appars

vidth and

sensitivity as specrfred in the detail specrflcatron such as an oscrlloscope or a recorder for

low to high speed transient phenomena.

NOTE A frequency bandwidth from d.c. to 20 kHz and a sensitivity of 50 uV for a contact resistance variation

of 1 mQ should be appropriate for most cases.
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2.2 Montage du spécimen d'essai

Le spécimen d'essai doit étre monté conformément aux prescriptions de la spécification
particuliére.

3 Méthode
La variation de la résistance de contact doit étre déterminée dans des conditions dynamiques.

Les mesures de la variation de la résistance de contact doivent étre effectuées pendant la

e’rlod nracerdta dance I'acaal S ea et A at/lo Ao 1o o Anifintinn ot n S en
p P PTCSTTItC—OTT o CooaTr appTropTe oot Uarto o SpeoTrmoatroTTpaTr oo Tes

Les mesures doivent étre effectuées selon la CEl 60512-2-1, essai 2a, avee\Un gourant
continy dont la valeur ne doit pas étre supérieure a 50 mA.

La varlation de la résistance de contact ne doit pas étre supérieure a la valeur prescrite dans
la spégification particuliere.

4 Détails a spécifier

Quand| cet essai est requis par la spécification particulieref_les détails suivants doivent étre
préCiSIS:

a) méthode de montage et de cablage du spécimen.en essai;
b) lim|te de la variation de la résistance de contaGt;

c) sévérité du ou des essais dynamiques assogcies;

d) contacts a mesurer;

e) sernsibilité et bande passante de I'appareil de mesure;

f) toute dérogation a la méthode d'essai normalisée.
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